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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 13: Atmospheére saline

AVANT-PROPOS

1) La QEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation moypdialeNde nermalisation
comgosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natio Ma CEIl a
pour |objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les question Hans les
domdines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres Normes
interpationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux trava itg national
intérgssé par le sujet traité peut participer. Les organisations internatiqnale et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux tfava oitement
avec|l'Organisation Internationale de Normalisation (1SO), selon deg coxditions\fixee entre les
deux|organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questi aseptent, dans la mesure
dup 1 ités nationaux intéressés
sont

3) Les internationales. lls sonf publiés
comn omités nationaux.

4) Dans|le but d'encourager I'unification intermationalge, ités'nationaux)de la CEIl s'engagent a appliquer de
facgon i ernatidnales de la CEIl dans leurg normes
natio et la norme nationale ou fégionale
correspondante doit étre |ndiquee en termeg clairs dans cette der

5) La CE indication d’approbation et sa respgnsabilité
n’est

6) L’attq ent faire
I’objg e~droifs analogues. La CEl ne saurait étre tenjue pour
respq de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La Nor gté établie par le comité d'études 47 de |a CEl:

Dispos

Le texte documents suivants:

FDIS Rapport de vote
> 47/1599/FDIS 47/1614/RVD

Le rapport de-v ué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation’de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative a I'atmosphére saline, est le

résultat de la réécriture compléte de I’essai contenu dans I'article 6 du chapitre 3 de la CEl

60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

A cette date, la publication sera
* reconduite;
* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

Le contenu du corrigendum d’ao(t 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 13: Salt atmosphere

FOREWORD

1) The |EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardi
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the electf|
this énd and in addition to other activities, the IEC publishes International 3ta

partigipate in this preparatory work. International, governmental and no
with |the IEC also participate in this preparation. The IEC collabo
Orgapization for Standardization (ISO) in accordance with conditions

two drganizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technlc

mprising
promote
ic fields. To
ration is
pith may
b liaising
rnational
veen the

rIy as posgible, an

interpational consensus of opinion on the relevant subjects bentation
from fall interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommend ioR ationakuse and are published in|the form
of stpndards, technical specifications, te . id d are accepted by the |National
Cominittees in that sense.

4) In orfder to promote international unification,
Stanglards transparently to the maximum

ndertake to apply IEC International
their national and regional standafds. Any

diverpence between the IEC Standard and the { ational or regional standard shall be clearly

indicated in the latter.

5) The |EC provides no markidg p indi approval and cannot be rendered responsibl¢ for any

equigment declared to be in

6) Attention is drawn to thg possihil eleménts of this International Standard may be thg subject
of palent rights. The IEC be helt\responsible for identifying any or all such patent rights.
International Sta as been prepared by IEC technical commitiee 47:

Semicdnductor devjées.

The text of thij based on the following documents:

\ FDIS Report on voting
) 4T1599/FDIS 47/1614/RVD

Full infpormatien

voting indicated in thé above table.

the voting for the approval of this standard can be found in the report on

This mechanical and climatic test method, as it relates to salt atmosphere, is a complete

rewrite of the test contained in clause 6, chapter 3 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 13: Atmospheére saline

1 Domaine d’application

La présente partie de la CE| 60749 décrit un essai d’atmosphére saline réalisé pour déter-
miner |a résistance des dispositifs a semiconducteurs a la corrosion. N essai
accéléné qui simule les effets d’'une atmosphére coétiére corrosive su urfaces
exposées. Il n’est applicable qu’aux dispositifs spécifiés pour un envjronne itime.
L’essaild’atmosphére saline est considéré comme destructif.

Cet esgai d'atmosphére saline est, en général, conforme & , mais enfraison

d'exigences spécifiques aux semiconducteurs, les articles

2 Réfférences normatives

Les ddcuments de référence suivants
documeént. Pour les références datées
non dafé
amende

CEIl 60
— Partic

CEI 60

éssaires pour la réalisation de I'essai d’atmosphére sali
a) Expgosit e contrdlée avec bati a I'’épreuve de la corrosion approprié
supjport de dlspo sitifs.

b) Régeryqirnde sohution saline.

e s'appliguent.

brésent
rences

aventuels

atiques

d salin

ne:

pour le

Le gelUtilisé doit étre du chlorure de sodium contenant a sec au plus 0,1 % d’iod

lure de

sodium et au plus 0,3 % d’impuretés totales en poids. Il convient que I'eau disti
toute eau utilisée, ne contienne pas plus de 200 x 10-6 de solides au total. Il ¢
d’éliminer de la solution tout résidu solide en la filtrant ou en la faisant décanter.

llée ou
onvient

La concentration en sel doit étre comprise entre 0,5 % et 3 % par poids dans I'’eau démi-

néralisée ou distillée comme prescrit pour obtenir les taux de dépbts exigés a l'artic

le 4.

c) Moyens pour disperser la solution saline, y compris des tuyaux appropriés et une alimen-

tation en air comprimé.

d) Moyens pour humidifier I'air a une température supérieure a la température
chambre.

e) Une loupe permettant un grossissement de 10x a 20x.

1) A publier.

de la
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 13: Salt atmosphere

1 Scope

This p

specifigd for a marine environment.
The salt atmosphere test is considered destructive

In gengral, this salt atmosphere test is in conformity with |E
requirements of semiconductors, the clauses of this star

1 but, due to sf

2 Ndrmative references

The fol

of the 1

IEC 60
Robust

IEC 60

3 Te

The fol

a) Tern
b) Sal} solution_resekryoir.

Thqg salt used shall be sodium chloride containing, on a dry basis, not more than 0

Hevices

ecific

ument.
edition

art 14:

Bvices.

,1 % of
r other

sodfum iodide and not more than 0,3 % by weight of total impurities. Distilled, g

water used, should not contain more than 200 X T0~° of tofal solids. The soluiion
be kept free from solids by filtration or recantation.

The salt concentration shall be 0,5 % to 3 % by weight in deionized or distilled w
required to achieve the deposition rates required by clause 4.

should

ater as

c) Means for atomizing the salt solution, including suitable nozzles and compressed air

supply.
d) Means for humidifying the air at a temperature above the chamber temperature.
e) Magnifier, 10x to 20x.

1) To be published.
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4 Procédure

Aprés le conditionnement initial conformément a 4.1, les dispositifs doivent étre placés dans
la chambre d’essai de maniére a ce qu’ils ne soient pas en contact les uns avec les autres ou
gu’ils ne se fassent pas mutuellement écran par rapport au brouillard qui se dépose librement
et de maniére a ce que le produit de la corrosion et le condensat d’'un spécimen ne tombe pas
sur un autre. Un brouillard salin doit étre maintenu a I'intérieur de la chambre d’essai pendant
la durée spécifiée par la condition d’essai exigée en 4.2. Pendant I'essai, la chambre doit étre
maintenue a une température de 35 (£2) °C. La concentration et la vitesse du brouillard
doivent étre telles que le taux de dépét de sel dans la zone d’essai soit de 30 (x10) g/m?2 par
24 h. Le pH de la solution saline doit étre maintenu entre 6,0 et 7,5 lorsqu’on le mesure a

35 °C minimum (seuls de 'acide de chlorhydrate CP (en solution diluée) yde de
sodium| doivent étre utilisés pour ajuster le pH).

41 onditionnement initial

Lorsqulun conditionnement initial est spécifié L nt étre
soumisges a une contrainte selon la condition d’essai B de Ata_m¢ 5 ifi la CEI
60749-14 avant montage des spécimens pour l'essai QS h i ue les
dispositifs échantillons qui sont soumis a I'atmosphére ] SER 2 nement
initial exigé, dans le cadre d’un autre essai utilisant |& S itifs é il n’est

4.2 ongueur de I’essai
La durge minimale d’exposition pour I phére saline doit étre sélectionnge dans
le tabldau 1. Sauf spécification contraife, la-condition ai A doit s’appliquer.

d’exposition

| favlea i o
Q k\/ﬁi‘»&o}bd\\\ Longueuhr d’essai

242

48 + 4

SR
W 96 + 4
\ > D 240 £ 8

4.3 [Examen

A l'isstie de\Il'essai, sauf spécification contraire, les dépodts des dispositifs doivelnt étre
préparTs de-a maniere présentée ci-apres.

Les dépbts de sel doivent étre enlevés par un lavage doux ou un trempage dans une eau
d’'une température maximale de 40 °C et un brossage léger a I'aide d’'une brosse a cheveux
douce ou d’'une brosse avec des poils en plastique.

4.4 Critéres de défaillance
Un dispositif doit étre considéré comme défectueux si

a) Les marquages spécifiés sont illisibles avec la lumiére intérieure ambiante normale avec
un grossissement de 1x a 3x.
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4 Procedure

After initial conditioning in accordance with 4.1, the devices shall be placed in the test
chamber in such a way that they do not contact each other or shield each other from the
freely settling fog and that corrosion product and condensate from one specimen does not fall
on another. A salt atmosphere fog shall be maintained in the test chamber for the time
specified by the required test condition listed in 4.2. During the test, the chamber shall be
held at a temperature of 35 (x2) °C. The fog concentration and velocity shall be such that the
rate of salt deposit in the test area is 30 (£10) g/m2 per 24 h. The pH of the salt solution shall
be maintained between 6,0 and 7,5 when measured at 35 °C minimum (only CP grade (dilute
solution) hydrochloric acid or sodium hydroxide shall be used to adjust the pH).

4.1 Initial conditioning

When initial conditioning is specified, the device terminals shall be suybj ress in
accord cimens
are mo to the
salt atn her test
employ

4.2 |

The mi able 1.
Unless

4.3 [k

Upon ¢ t, unless otherwise specified, the device deposits shall be prepared
in the f

Salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in water at a temperature nof higher
than 4(4 OC alll‘.“I [«} :;yht bluah;lly uailly [«} cuft hd;l Ul P:abt;b bl;ct:c bluch.

4.4 Failure criteria
A device shall be considered as having failed if

a) Specified markings are illegible when viewed under normal room lighting with a
magnification of 1x to 3x.
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